
Tabela 4. Wielkości mierzone przy pomocy promieni X.
Zalecane przez CODATA [1, 2] wartości sta lych fizycznych oparte na wyrównaniu 1998 r.
W nawiasach po wartości podano odchylenie standardowe ostatnich cyfr.

Wielkość Symbol Wartość Jednostka
Wzgl ↪edna
niepewność
standardowa

Wzorce d lugości fal promieni X
(Cu Kα1)/1537, 400 xu(Cu Kα1) 1, 002 077 03(28)× 10−13 m 2, 8× 10−7

(Mo Kα1/707, 831 xu(Mo Kα1) 1, 002 099 59(53)× 10−13 m 5, 3× 10−7

ångstrom star λ(W Kα1)/0, 209 0100 Å∗ 1, 000 015 01(90)× 10−10 m 9, 0× 10−7

Parametr sieci Si a 543, 102 088(16)× 10−12 m 2, 9× 10−8

(w próżni, 22,5 ◦C)
Odleg lość sieciowa {220} w Si a/

√
8 d220 192, 015 5845(56)× 10−12 m 2, 9× 10−8

Obj ↪etość molowa Si
M(Si)/ρ(Si)=NAa

3/8 Vm(Si) 12, 058 8369(14)× 10−6 m3 mol−1 1, 2× 10−7

(w próżni, 22,5 ◦C)

Tu jednostki xu(Cu Kα1), xu(Mo Kα1) oraz Å∗ s ↪a sta lymi wyrównanymi.
Parametr sieci (d lugość kraw ↪edzi komórki jednostkowej) idealnego pojedyńczego naturalnego kryszta lu Si wolnego od
domieszek i zanieczyszczeń jest wyprowadzony z pomiarów na bardzo czystych i prawie doskona lych kryszta lach Si z
poprawk ↪a na efekty zanieczyszczeń. Odleg lość sieciowa d220 w idealnym pojedyńczym naturalnym krysztale Si jest
sta l ↪a wyrównan ↪a.

Dr P.J. Mohr i B.N. Taylor przys lali nam publikacj ↪e [1] ze zgod ↪a na przedrukowanie Tablic. Zgod ↪e da lo także
Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne. Wyrażamy im podzi ↪ekowanie.
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